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Laborprüfgeräte und Prüfadapter  
für ICT und Funktionstest

ICT-Laborprüfgerät

Laborprüfgeräte und Prüfadapter für den Incircuit-Test (ICT) und Funktionstest  
werden von IMAK entsprechend der individuellen Kundenanforderung konzipiert, 
gefertigt und aufgebaut. Basierend auf den beiden Grundkonzepten kann das  
Prüfgut rein mechanisch oder pneumatisch kontaktiert und/oder geflasht werden.
Zur Prüfung unterschiedlicher Leiterplatten sind die Laborprüfgeräte mit  
austauschbaren Wechselkassetten (Prüfadaptern) ausrüstbar. Der Einsatz  
von standardisierten Schnittstellen (Interfaces) ermöglicht einen schnellen  
pneumatischen und elektrischen Anschluss an Schaltschränke oder Inline- 
Systeme. Eine Wechselkontaktierung und eine VPC-Schnittstelle können so  
flexibel für mehrere Testszenarien eingesetzt werden, wie z.B. im Inline-Heiß- 
funktionstest (HFT) und im Laborprüfgerät für den Funktions-/HFT.
Für die optimale und schonende Kontaktierung des Prüfgutes setzt IMAK ein  
schnell verfügbares Sortiment an gefederten Kontaktstiften und Hochstromstiften  
mit prüfgutabhängigen Federkräften ein.
Die eingesetzten Werkstoffe werden während der Entwicklung aller Baugruppen  
(Niederhalter, Verriegelung, Prüflingsaufnahme, Wechselkontaktierung und  
Gehäuse) auf ihre ESD-Konformität geprüft.

Leistungsübersicht ICT-Adapter
Schonende Kontaktierung bestückter Leiterplatten
Pneumatische, mechanische und Inline-Adaptionen
Gefedertes Niederhaltersystem 
Standardisierte VPC-Schnittstelle (kundenindividuell anpassbar)
Schnell verfügbares Sortiment an Kontakt-, Hochstrom- und Schaltkontaktstiften
Ausrüstung mit Barcodelesern und Hubzählern möglich

Leistungsübersicht Funktionstestadapter
Kontaktierung bestückter Leiterplatten und gedeckelter Baugruppen
Funktionstest auch im Hochspannungsbereich durch Keramikaufnahmen und 
eigens entwickelter Hochstromklemmen (siehe gesonderte Datenblätter)
Flashen der Speichermodule
Pneumatische, mechanische und Inline-Adaptionen
Schonende Fixierung und Prüfung der Baugruppe
Ausrüstung mit Barcodelesern und Hubzählern möglich

Aufbau ICT-Laborprüfgerät von oben: Barcodeleser, 
Niederhalter mit Kontaktstiften, Verrieglung,  
Prüflingsaufnahme, Wechselkontaktierung, Gehäuse

Wechselkontaktierung mit VPC-Schnittstelle für mehrere Testszenarien, links HFT Inline, rechts Laborprüfgerät für HFT/Funktionstest
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Laboratory test devices and test  
adapters for ICT and function test

ICT laboratory test device

The laboratory test devices and test adapters for In-circuit test (ICT) and function  
test are designed, manufactured and constructed according to individual  
customer requirements. Based on the two basic concepts, the test material can  
be contacted either mechanically or pneumatically and can possibly be flashed.
To test a variety of circuit boards, the laboratory devices can be equipped with  
exchangeable test adapters (contact units). The use of standardized interfaces  
provides quick connection to pneumatic and electrical control cabinets or in-line  
systems. One exchangeable contact unit and one VPC interface can be flexibly  
used for multiple test scenarios such as in-line hot function test (HFT) or in  
laboratory devices function tests or HFTs.
For an optimized and soft contact of the test material IMAK uses a quickly  
available range of spring contact pins and high current pins with spring forces  
according to the test material.
The used materials are checked for ESD compliance during the development  
of all components (downholder, locking, test piece fixture, exchangeable contact  
unit, housing).

Performance overview ICT Adapter
Soft contact of assembled PCBs
Pneumatic, mechanical and in-line adaptations 
Spring downholder system
Standardized VPC interface (customizable)
Quickly available range of contact-, high current-, switching pins
Equipment with barcode readers and stroke counter is possible

Performance overview function test Adapter
Contacting of PCB assemblies and capped components
Function test in high voltage range by ceramic fixtures and 
purpose-developed high-current terminals (see separate data sheets)
Flashing the memory modules
Pneumatic, mechanical and inline adaptations
Gentle fixing and testing of the test piece
Equipment with barcode readers and stroke counter is possible

Structure of the ICT device from the top: barcode 
reader, downholder with contact pins, locking, test 
piece fixture, exchangeable contact unit, housing

Exchangeable contact unit and VPC interface for multiple test scenarios, left HFT in-line, right laboratory test device for functional test / HFT


